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Erfolgreiche Fehlersuche auf
bestlickten Leiterplatten

polar

Effizient in der Elektronik-
fertigung einsetzbar

Bewahrt in Service & Reparatur

Ideal fur die Fertigung von
Kleinserien durch CEM"s



FERTIGUNG VON ELEKTRONISCHEN BAUGRUPPEN

Injeder Elektronikfertigung gibt es einen kleinen Prozentanteil von
L eiterplatten, welche eine Fehlersuche auf Bauteilebene
nach der Bestiickung erfordern. Ob Sie nun Klein- oder

Grolserien fertigen - das Polar PFL Fehlerdiagnosesystem

hilft Ihnen, diese Fehler rasch und kostenguinstig zu finden.

Im Gegensatz zu konventionellen Prifgeréten in der Fertigung

Der PFL wird weltweit in der lokalisiert der PFL die Fehler auf stromlosen Baugruppen und Knotenimpedanztest

Produktion zur Lokalisierung
typischer Fertigungsfehler
eingesetzt:

fehlende Bauteile

verpolte Bauteile

falsche Bauteilwerte oder
falsche Bauteiltypen

KurzschlUisse, Unterbrechungen

erfordert keine komplexe Programmierung wie ein ATE. Sie

bendtigen auch keine Funktionsmodelle fr die Bausteine.

Bei vielen Anwendungen werden Leiterplatten in Kleinserien

gefertigt und der PFL ist das einzige Gerét zur Fehlersuche.

Wenn Sie ein ATE fir die Fertigung mittlerer bis grofZer
Serien einsetzen, so kann der PFL erfolgreich zur
Fehlersuche auf den fehlerhaften Boards angewandt werden.

Durch die Abbildung der Leiterplatte werden Sie die Bedienung
des PFL sehr einfach finden. Wenn Sie CAD Daten zur
Verfligung haben, so zeigt die FTCam Option den
Verlauf der fehlerhaften Schaltungsnetze.
Der PFL kann auch von Bedienern nur
mit Elektronik-Grundkenntnissen
eingesetzt werden.

Dieser wird auf unversorgten
Leiterplatten durchgefuhrt.

Der PFL legt eine strombegrenzte
Sinusspannung an und zeichnet
die Spannung tiber dem Strom
an dem Schaltungsknoten auf.
Der PFL vergleicht das Knoten-
verhalten eines defekten Boards
mit dem zuvor gespeicherten
Verhalten der Gutbaugruppe.
Bauteile, deren Signaturen
Uber ein definiertes Mal? hinaus
abweichen, werden automatisch
identifiziert und angezeigt.

Der PFL bietet eine Reihe von
verschiedenen Spannungen,
Strombegrenzungen und
Frequenzen, so dai3 die meisten

Bauteiltypen getestet werden
konnen.

Scanner
Der 128-Kanal-Scanner
ermdglicht bis zu 128 Tests
in einem Durchgang.
Dies ist besonders hilfreich
beim Test von Bauteilen mit
einer hohen Pinzahl oder
beim Test von Leiterplatten-
Steckverbindern




Digitaler Funktionstest

Der PFL 780 beinhaltet eine
Bibliothek zum Test von
Digital-ICs (inclusive 7400

und 4000 Serie) und fuhrt
einen Funktionstest am
versorgten |C durch. Der PFL
adaptiert automatisch die Test-
parameter um z.b. verbundene
Pins, etc. zu berticksichtigen
und vergleicht den Baustein mit
dessen Wahrheitstabelle, wobei
ane GUT/FEHLER-Anzege efolgt.
Der PFL legt dabei automatisch
die Stromversorgung wahrend
der kurzen Zeit des Funktions-
tests an.

Der Verbindungstest

Der PFLkann einen Verbindungs-
test durchfiihren, welcher die
Pins des getesteten Bausteins

auf Kurzschlisse und
Unterbrechungen priift (z.b. Pins
mit Masse- oder Vcc-Schliissen
oder absichtlich verbundene
IC-Eingénge). Die Ergebnisse
werden grafisch dargestellt und
die Abweichungen zu einer
vorher eingelernten und
gespeicherten Gut-Baugruppe
automatisch angezeigt.

SERVICE & REPARATUR

Wenn eine Baugruppe nach Monaten oder Jahren korrekter Funktion ausféllt,

so mussen Sie Fehlerursache identifizieren und beheben - besonders wenn es sich
um eine grof3e und teure Anlage handelt. Das PFL Fehlerdiagnosesystem dient zur
Unterstlitzung bei dieser Aufgabe und ist effizienter als die traditionelle M ethode
mit Oszilloskop und Digitalvoltmeter.

Der Techniker kann den PFL zur Durchftihrung eines In-Circuit-Funktionstests
an einer Vielzahl von Digital-IC’s einsgzen. Zusétzlich kann ein Knotenimpedanztest

an jeder beliebigen Bauteiltype erfolgen. Der Funktionstest identifiziert einen defekten
Baustein und der Knotenimpedanztest zeigt samtliche Abweichungen zu einem
Gutmuster, welche einen Hinweis auf die Fehlerursache liefern konnen.

Diese zwei Testmethoden ermdglichen Ihnen die Fehlersuche auf Leiterplatten mit
jeder Technologie (z.b. von passiven Bauteilen bis zum ASIC). In vielen Féllen kdnnen
Sie die Fehler ohne Schaltungsdiagramm auffinden. Fehlerhafte Transistoren, FET's,
Thyristoren und Triac’s kénnen mit Hilfe des PFL Pulsgenerators identifiziert werden.

Die Vorteile der Eigenreparatur sind:

Unabhangigkeit vom Originalhersteller

Kostenersparnis

kiirzere Repar atur zeit

Die leistungsféhige Software enthdlt Funktionen, welche dem geschulten Techniker ermdglichen,
Serien von Tests durchzufiihren, die Ergebnisse zu interpretieren die Fehlerursache zu finden.



GRAFIKORIENTIERTE SOFTWARE

Die PFL Software ist eine echte 32-Bit-Anwendung mit einem grafikorientierten
Interface zur einfachen und intuitiven Bedienung. Dies bedeutet, dal’ der Bediener
ver schiedene Kenntnisstéande fur den jeweiligen Einsatz haben kann.

Eine angelernte Kraft kann das Gerat sehr effizient in der

Produktion einsetzen. Ein erfahrener Techniker wird grof3en Nutzen

auch im Service- und Reparaturbereich ziehen kénnen.

Auf dem Bildschirm wird der Teststatus und die
Gehauseform jedes Bausteins in der Testliste
angezeigt.

Ein Bild der Leiterplatte kann innerhalb
der PFL-Software angezeigt werden, und =~ [T = T e — —
der Test nach dem Aufsetzen des Clips ' ' ' '
durch Klicken auf die Bauteilposition

in der Abbildung ausgel 6st werden.

Dies ist oft eine wesentlich schnellere
Methode a's die Auswahl aus der Testliste.

Der Techniker kann die Details der
Testergebnisse anzeigen und zur Analyse de
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Reference I Type I D ezcription | Finz I A55

madglichen Fehlerursache verwenden. Sdmtliche Digitaltests ¢ L1 L2727 1 Pazs
und Knotenimpedanzen werden sowohl fur den Prufling als X u17 L1268 43  1EFai
auch fiir die gespeicherte Referenz angezeigt. v uzw2  PINZ 1 Pazs
X Uz L1528 10 1 Fail
. . . 44 Fazs
Wenn Sie im Service & Reparaturbereich
13 Fazs

z.b. nur eine oder zwei Leiterplatten haben,

so ist es nicht nétig, eine Testliste zu schreiben.
Der Quicktest-Modus ermdglicht Thnen die
Untersuchung der Signaturen in verschiedenen
Bereichen und den Test von IC’s mittels
Wahrheitstabelle und Verbindungstest.
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CAD-DATENIMPORT

Haben Sie CAD-Daten zur Verfligung, so kénnen diese mittels der FTCam Software
in den PFL importiert werden. Die Software ermoglicht Ihnen die Kennzeichnung
und Verfolgung von Schaltungsnetzen tber die gesamte Baugruppe hinweg und
zeigt sdmtliche Bauteile am Netz. Sind zwei Netze kurzgeschl ossen,
so sehen Sie den Bereich, in welchem sich die Netze annéhern.

Die Kontaktierung der Bauteile mit dem PFL

Ob Sie nun auf dteren Baugruppen mit DIL
(Dua-In-Line) oder auf modernen Boards mit

SMT (surface mount technology) Fehler suchen -

es gibt eine breite Auswahl von Testclips und Priifspitzen
fr 1hre Anwendung.

Fir DIL-, PLCC- und QFP-Gehause werden
konventionelle Testclips angeboten.

Weiters bieten wir eine Auswahl an manuellen Priifspitzen
mit Rastermal?en von 0.1" bis zu 0.4mm an.

Der grol3e Vorteil dieser Prifspitzen ist, daf? diese fur
Bauteile mit jedem beliebigen Format eingesetzt werden
konnen (im Gegensatz zu konventionellen Testclips).

Fur Anwender, welche regelméaliig Serien der gleichen
Boardtype testen, ist das FT100 Flying Probe Test System
eine ideale Ergénzung. Sie legen die Leiterplatte in das System ein und

es werden automatisch alle Schaltungsknoten auf Ihre Signatur und mogliche
Abweichungen untersucht. Der FT100s wird haufig in der Fertigung oder im
Service von Leiterplatten eingesetzt, wo grof3ere Stlickzahlen der gleichen
Boardtype - speziell mit SMT-Bauteilen - anfallen. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte unserer FT100s Broschre.
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Polar Fehlerdiagnosesystem - Spezifikationen

Test Knotenimpedanztest, In-Circuit Digital-Funktionstest, Verbindungstest,
Quicktest, Live (virtuelles Instrument)

Kanéle 128
Testbereiche

1V/500pA, 10V/150mA, 20V/ImA, 40V/1mA bei 90Hz, 500Hz und 2KHz

TTL, CMOS, Benutzerprogrammierbare Schwellwerte

Puls-
Generatar

Strom-
Versorgung

DC, 0 bis +/-5V variabel, variable Pulsbreite, Pulsmodi fiir Triacs und SCRs

5V @ 5A (automatisch gesteuert vom ICT)
Guardkandle 4 logisch HI, 4 logisch LO

Schleifenmodi Kontinuierlich, Schleife bis GUT, Schleife bis FEHLER

Bibliothek Umfangreiche Bibliothek im PFL Lieferumfang

Datenlog Vergleichsdaten werden fur jedes Bauteil gespeichert. Testliste kann nach
Ausfallshaufigkeit sortiert werden.

FuRRpedal Im Standard-Lieferumfang

PC

Anforderungen Pentium mit WIN95, 98,NT4.0, 2000, XP, 128Mb RAM, SVGA Monitor, RS232

Standard- : : -

Zubehor 40-poliger & 16-poliger Testclip mit Kabel

Hand-Priifspitzen, Pulser-Leitungen, ICT Stromversorgungsleitung

Bedienungshandbuch
Netzkabel, RS232 Kabel

Zertifizierungen Die ICT Testzeit entspricht dem internationalen Militérstandard DEF 00-53/1
Der PFL entspricht allen européischen Richtlinien und ist CE-gekennzeichnet
Polar Instruments Ltd ist ISO9001 zertifiziert.

Reparaturgation Fragen Sie nach der PWS9090, wel che ausgewahlte Komponenten enthélt.

Optionelles Zubehor

ACC139 Set mit 10 DIL Clips mit Kabel
ACC140 Set mit 6 DIL Clips mit Kabel
ACC160 Set mit 6 SO & SO(W)
Clips mit Kabel
ACC171 Set mit 7 PLCC Clips mit Kabel
ACC178 SMD Probe Kit im
Tragekoffer
ACC166 Transistor-Prifspitze
ACC137 5-fach Testclipverteiler
ACC145 Nullkraftsockel
T4128 128-polige Adapterplatte

polar

0.3"—8pin, 14 pin, 18 pin, 20 pin, 22 pin,
24 pin, 28 pin
0.6" — 22 pin, 24 pin, 28 pin

0.3" —8pin, 14 pin, 20 pin, 24 pin
0.6" — 24 pin, 28 pin

0.1"bis 0.2" — 8 pin, 14 pin, 16 pin, 20 pin,
24 pin, 28 pin

20 pin, 28 pin, 32 pin, 44 pin, 52 pin,
68 pin, 84 pin

0.4mm/32 pins T141, 0.5mm/32 pins T140,

0.65mm/32pins T137, 0.8mm/16 pins T139,

1mm/14 pins T136, 0.025"/32 pins T138,

0.05"/11 pins T131

Small outline 0.05"/16 pins T201,
0.1"/20 pins T202

SOT23 transistor outline

Erlaubt den Anschluld von bis zu 5 Testclips
an den PFL

40-poliger Nullkraftsockel fur den Anschiuf3
an den PFL

Fir den Anschlu? der 128 PFL Kandle
an Steckerleisten etc.



